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O controle do valor das constantes Opticas se constitui em fator essencial, quando das aplica¢des de filmes finos
opticos. Além disso, o conhecimento das limitacdes das técnicas de caracterizagdo, nos assegura sua confiabilidade.
Utilizamos como amostra um filme dopado com sais de prata sobre um substrato de vidro BK-7, previamente
recoberto com um filme de aluminio em metade de uma de suas faces, produzido pelo método de ion exchange no
Instituto de Fisica da UNICAMP. Apos a retirada da mascara de aluminio, através do método de Abelés, obtemos
para o indice de refra¢do na interface filme-ar o valor de 1.54 +- 0.03. Com a extensdo de Hacskaylo, obtemos 1.526
+- 0.004, com 0 aumento de precisdo de uma ordem de grandeza. Estes resultados permitem que, ao adaptar modelos
para o perfil de indice do filme, fica fornecido experimentalmente o valor do indice para a interface filme-ar. Este
procedimento pode ser estendido a filmes com perfil de indice variavel constituidos de outros materiais. (CNPQ).



